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Instrument 1 EDX-7200

X-ray tube :Rh target

Detector :SDD

Tube Voltage : 50 kV (Ni, Mn, Co, Cu, Zn), 15 kV (Al, P, S)

Tube current - Auto

Primary Filter 2 None (Al, P), #2 (S), #3 (Ni, Mn, Co), #4 (Cu, Zn)

Collimator 10 mm

Atmosphere ‘He

Live time 160 s (Al P, S, Cu,Zn), 10 s (Ni, Mn, Co)

Dead time 230 %
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H 2. EDX-72000{A Quan-FP o2 ¥ 2 Ant ICP-OESSZ ¥ 7|Z {0 CH$t 3|48 HI|. Li2 A= 240] OFL|H, Ni, Co, Mn T2kl Z2HsH AHEE 2k
Al Co Cu Li (calc) Mn Ni P S Zn

Elem. %  Recoven %  Recover %  Recover %  Recover %  Recover % Recover %  Recover %  Recover %  Recover
Sample A| 301 : 125%| 523 : 93%| 175 : 96%| 3.22 : 100%| 550 : 99%| 17.72 : 103% | 0.407 : 129% | 0.636 : 163% [0.0179: 90%
SampleB| 2.84 : 109% | 550 : 98%| 241 | 67%| 3.33 :104%| 575 : 106% | 18.21 : 108% | 0.436 : 146% | 0.617 : 167 % |0.0292: 107 %
SampleC| 142 : 105% | 419 : 97%| 214 : 65%| 345 : 100%| 491 : 101%| 21.11 : 106% | 0.559 : 153% | 0.219 : 149 % [0.0000: 0%
SampleD| 0.83 : 84% | 339 : 99%| 395 : 80%| 344 : 122%| 1.68 : 99% | 2457 : 108% | 0.584 : 144% | 0.237 | 210% |0.0012: 59 %
SampleE| 076 : 71%| 339 : 100% | 544 : 83%| 353 : 114%| 1.74 : 109% | 2530 : 111 % | 0632 : 137% | 0.229 : 195% [0.0032: 110 %
SampleF| 162 | 93%| 321 : 105% | 266 : 100%| 193 : 101%| 327 : 111%| 1057 : 118% | 0.527 : 139% | 0.877 : 182% [0.0103: 136 %
SampleG| 118 | 25% | 754 : 106% | 357 : 66%| 444 : 112%| 7.55 : 110% | 24.20 : 115% | 0.351 : 130% | 0.504 : 133% |0.0044: 78 %
SampleH| 163 : 97%| 588 : 97%| 183 | 94%| 344 | 97%| 592 : 102%| 1868 : 105% | 0.430 : 136 % | 0.635 : 144 % [0.0220: 100 %

H 3. EDX-72000|A Quan-EC o= H2 Znt ICP-OESCZ Y2 J|F ZHoj| CH3 348 B 7. Li2 A1 20| OtL|T, Ni, Co, Mn &l2fof| 28l A=l 2.

Al Co Cu Li (calc) Mn Ni > S Zn

Elem. %  Recover %  Recover %  Recover %  Recover %  Recover % ‘Recover %  Recover %  Recover %  Recover
Sample A| 253 : 105%| 522 : 93%| 204 : 112%| 318 : 99%| 534 : 96%| 1668 : 97%| 0301 : 95% | 0.364 : 94%[0.0205: 103%
SampleB| 238 | 91%| 555 | 99%| 345 ! 96%| 330 :103%| 555 : 102% | 17.26 : 103% | 0311 : 104% | 0.371 : 100% |0.0270: 99%
SampleC| 133 | 98%| 424 i 98%| 311 | 95%| 341 i 99%| 483 i 99%| 19.97 : 100% | 0.367 : 100% | 0.137 ;| 93 % |0.006 0; 114 %
SampleD | 1.05 : 106% | 343 : 100% | 487 : 98%| 294 : 104%| 167 : 99% | 2258 : 99% | 0.425 : 105% | 0120 : 107% | - : -
SampleE| 1.02 | 95%| 342 : 101%| 6.80 : 104%| 3.02 : 98%| 1.70 : 107% | 2321 : 102% | 0442 : 96%| 0.108 : 92%| - : -
SampleF | 179 : 102% | 327 :107%| 206 i 77%| 174 | 91%| 290 | 98%| 9.11 : 102% | 0.381 : 101% | 0507 : 105% | - : -
Sample G| 127 : 27%| 739 : 104% | 541 :100%| 403 : 102%| 6.89 : 100% | 20.75 : 99% | 0.268 | 99% | 0.398 : 105% |0.0059: 105 %
SampleH| 1.72 : 102%| 6.16 : 101%| 241 : 123%| 350 : 98%| 593 : 103%| 18.11 : 101% | 0318 : 101% | 0432 : 98%[0.0200: 91%
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